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工业检测用同轴光源装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种工业检测用同轴光

源装置，包括：壳体、光源、分光镜，所述壳体的两

个侧面分别设有相互平行布置的观察窗口和照

射窗口，所述分光镜与所述观察窗口及照射窗口

呈45度角倾斜地设置于所述观察窗口和照射窗

口之间，所述光源发出的光呈与所述观察窗口及

照射窗口平行方向地照射到所述分光镜上。本实

用新型是一种均匀照明、成像清晰、避免反光、提

高机器视觉的准确性和重现性的工业检测用同

轴光源装置。
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1.一种工业检测用同轴光源装置，其特征在于，包括：壳体、光源、分光镜，所述壳体的

两个侧面分别设有相互平行布置的观察窗口和照射窗口，所述分光镜与所述观察窗口及照

射窗口呈45度角倾斜地设置于所述观察窗口和照射窗口之间，所述光源发出的光呈与所述

观察窗口及照射窗口平行方向地照射到所述分光镜上。

2.如权利要求1所述的工业检测用同轴光源装置，其特征在于，所述分光镜由两个三棱

镜组成，且两个所述三棱镜的胶合面为分光面。

3.如权利要求1所述的工业检测用同轴光源装置，其特征在于，所述壳体为长方形壳

体，所述观察窗口与照射窗口分别布置于所述壳体的上侧面与下侧面，所述光源设置于所

述壳体内部的左侧，且所述光源发出的光向右侧照射。

4.如权利要求3所述的工业检测用同轴光源装置，其特征在于，还包括匀光板，所述光

源为LED光源，并贴合于所述壳体的左侧面内壁处，且所述光源发出的光照射到所述分光镜

之前还经过所述匀光板进行匀光。

5.如权利要求4所述的工业检测用同轴光源装置，其特征在于，所述LED光源为单色LED

光源或多色LED光源。

6.如权利要求4所述的工业检测用同轴光源装置，其特征在于，所述LED光源可由多个

LED光源阵列布置而成。
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工业检测用同轴光源装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及同轴光源技术领域，尤其涉及一种均匀照明、成像清晰、避免反

光、提高机器视觉的准确性和重现性的工业检测用同轴光源装置。

背景技术

[0002] 在工业应用中，同轴光主要用于显微镜或视觉系统的照明，使用同轴光可以提供

更均匀的照明，成像清晰，同时避免物体的反光，因此提高了机器视觉的准确性和重现性。

市场上公知的普通光源无法检测反光程度很厉害的平面物体，无法克服表面反光造成的干

扰。

[0003] 因此，亟需一种均匀照明、成像清晰、避免反光、提高机器视觉的准确性和重现性

的工业检测用同轴光源装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种均匀照明、成像清晰、避免反光、提高机器视觉的准

确性和重现性的工业检测用同轴光源装置。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型提供的技术方案为：提供一种工业检测用同轴光

源装置，包括：壳体、光源、分光镜，所述壳体的两个侧面分别设有相互平行布置的观察窗口

和照射窗口，所述分光镜与所述观察窗口及照射窗口呈45度角倾斜地设置于所述观察窗口

和照射窗口之间，所述光源发出的光呈与所述观察窗口及照射窗口平行方向地照射到所述

分光镜上。

[0006] 所述分光镜由两个三棱镜组成，且两个所述三棱镜的胶合面为分光面。

[0007] 所述壳体为长方形壳体，所述观察窗口与照射窗口分别布置于所述壳体的上侧面

与下侧面，所述光源设置于所述壳体内部的左侧，且所述光源发出的光向右侧照射。

[0008] 还包括匀光板，所述光源为LED光源，并贴合于所述壳体的左侧面内壁处，且所述

光源发出的光照射到所述分光镜之前还经过所述匀光板进行匀光。

[0009] 所述LED光源为单色LED光源或多色LED光源。

[0010] 所述LED光源可由多个LED光源阵列布置而成。

[0011] 本实用新型的目的是针对现有技术的不足，提供一种工业检测用同轴光源装置，

它可以使LED光来到45度分光镜，一半的光直接穿过分光镜照射到出光口，这部分光不会进

入摄像头，对成像没有影响，另一半光经分光镜反射通过照射窗口照射到下面的物体上，从

物体上反射上来的光来到45度分光镜，又是一半的光照射到上面的摄像头，这部分光用于

成像，另一半光通过分光镜反射到LED灯上，这部分光对成像没有影响，从而减少光损失，提

高成像清晰度，均匀照射物体表面，从而检测反光程度很厉害的平面物体，比如金属、玻璃、

胶片、晶片等表面的划伤检测，芯片和硅晶片的破损检测，标记点定位，包装条码识别。

[0012] 通过以下的描述并结合附图，本实用新型将变得更加清晰，这些附图用于解释本

实用新型的实施例。

说　明　书 1/2 页

3

CN 210572012 U

3



附图说明

[0013] 图1所示为本实用新型工业检测用同轴光源装置的一个实施例的示意图。

[0014] 图2所示为如图1所示的工业检测用同轴光源装置的观察窗口的示意图。

[0015] 图3所示为如图1所示的工业检测用同轴光源装置的照射窗口的示意图。

具体实施方式

[0016] 现在参考附图描述本实用新型的实施例，附图中类似的元件标号代表类似的元

件。如上所述，如图1～3所示，本实用新型实施例提供的工业检测用同轴光源装置100，包括

一个长方体的壳体1，壳体1的左侧面内壁处设置光源，而光源的一个较佳实施例为LED光源

2，在LED光源2的右侧和LED光源2平行地设置有一匀光板3，匀光板3的右侧设置有分光镜4，

分光镜4由两个三棱镜组成，分光镜4的胶合面5为分光面，壳体1的上侧面及下侧面上分别

开有观察窗口10和照射窗口11各一个，观察窗口10和照射窗口11互相平行布置，分光镜4与

观察窗口10及照射窗口11呈45度角倾斜地设置于观察窗口10和照射窗口11之间，LED光源2

发出的光呈与观察窗口10及照射窗口11平行方向地照射到分光镜4上。

[0017] 一个实施例中，LED光源2可以是由多个LED阵列而成。LED光源2可以是长条形光源

或者板状光源。

[0018] 一个实施例中，LED光源2可以是单色LED，也可以是多色LED。

[0019] 一个实施例中，所述的分光镜4可以由一个具有反射功能和透射功能的镜片，该镜

片设置于分光镜4的胶合面5，即分光面所在的平面上。

[0020] 以上所揭露的仅为本实用新型的优选实施例而已，当然不能以此来限定本实用新

型之权利范围，因此依本实用新型申请专利范围所作的等同变化，仍属本实用新型所涵盖

的范围。
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图1
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图2
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图3
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